附件3：
行业计量技术规范项目建议书
	建议项目名称
	能量色散型X射线荧光光谱仪校准规范

	制定或修订
	   █制定    □修订
	被修订计量技术规范号
	/

	计量技术规范性质
	 □检定规程
 █校准规范
	计量技术规范类别
	█基础 
□重点

	主要起草单位
	工业和信息化部电子工业标准化研究院
	任务起止

时间
	2016年8月到2017年7月

	参加单位
	中国计量科学研究院

	目的、意义或

必要性
	能量色散型X荧光光谱（以下简称：ED-XRF）分析技术是一种快速、非破坏性、并且是低成本的元素分析手段；同时，ED-XRF分析又是一种非常环保的分析技术，绝大多数应用条件下不需要任何化学试剂，在电子电气产品中限用物质的筛选检测中具有不可替代的作用。ED-XRF分析技术完全不同于传统的化学分析方法，由于ED-XRF是无损测量，因此，不仅可以应用用成品的检测，也可以用于电子电气产品的生产过程中的检测。

虽然国际电工委员会（IEC）在RoHS国际标准（IEC62321）中明确规定了ED-XRF方法作为电子产品中限用物质的筛选手段，但在我国，ED-XRF设备尚没有统一的检定/校准规程，同时，ED-XRF分析技术也是一种优点和缺点都非常明显的技术。它一方面具有分析速度高、不受样品化学结合状态的限制、非破坏分析、分析成本低、制样简单等优点，但另一方面也有以下局限性：

a)由于通过ED-XRF不能获得样品中元素的价态和分子信息，因此对六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚只能检测其总铬和总溴的含量；

b)ED-XRF提供的检测准确度至少可达到半定量分析水平，即在规定的68%置信水平下，测量结果的相对不确定度的典型值为30%甚至更好，但这和湿法化学分析相比，相对不确定度还是偏大。

由于ED-XRF的这些专业性和复杂性，相关机构有可能不准确、不恰当地使用ED-XRF，从而引发错判、误判、无法判定等情况，具有极大的环保风险。
同时，考虑到不同的ED-XRF光谱仪之间的性能差异较大，有些ED-XRF光谱仪在元素选择性和灵敏度方面明显不足，而有些ED-XRF光谱仪又比较充分；有些ED-XRF光谱仪可以很容易的对不同形状和尺寸的样品进行测量，而有些ED-XRF光谱仪，在检测部分样品时非常不方便。为了让采用不同设计、不同复杂程度及不同性能的ED-XRF光谱仪得到科学客观的评价，判定是否可以用于电子电气产品中限用物质的筛选分析，需要建立的用于电子电气产品中限用物质筛选检测的ED-XRF光谱仪的校准规范。


	范围和主要
计量特性
	1、计量技术规范的适用范围

本规范适用于新制造、使用中及修理后的适用于电子电气产品中限用物质筛选测试的能量色散型X射线荧光光谱仪的首次校准、后续校准和使用中检验。
2、计量技术规范主要计量特性的技术指标，包括其名称、测量范围和最大允许误差

1）精密度
对于限用物质含量为GB/T 26572中限值要求±15%范围内的有证标准物质：

聚合物材料：

3σ（Pb）≤45 mg/kg；
3σ（Hg）≤45 mg/kg；
3σ（Cr）≤45 mg/kg；
3σ（Cd）≤20 mg/kg；
3σ（Br）≤30 mg/kg。
金属材料：
3σ（Pb）≤150 mg/kg；
3σ（Hg）≤150 mg/kg；
3σ（Cr）≤150 mg/kg；
3σ（Cd）≤20 mg/kg。
2）检出限
对聚合物材料标准物质中的各限用物质，

LOD≤50 mg/kg；

对金属材料标准物质中的各限用物质，

LOD≤150 mg/kg。
3、计量技术规范的计量项目
校准项目

首次校准

后续校准

使用中检验

外观及工作正常性

+

+

+

精密度

+

+

+

检出限

+

+

+

 注：“+”为应校项目，“-”为可不校项目



	水平
	       □国际先进        █国内先进        

	国内外情况
简要说明
	经过相关查询，目前国内外没有能量色散型X射线荧光光谱仪校准规范。

	主要

起草单位
	（签字、盖公章）
        月  日
	技术

委员会
	 （签字、盖公章）
         月  日
	部委托
支撑

单位
	（签字、盖公章）
       月  日


填写说明：1、表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

     2、填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。
